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Specification for Metrological test and Evaluation of Critical

Dimensional Atomic Force Microscope
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	1. 依照本项目的具体要求制定线宽型原子力显微镜计量测试评价规范，在内容和格式上与总局提供的模板保持一致。评价规范的具体内容有范围、引用文件、术语和计量单位、概述、功能要求、计量特性、通用技术要求、计量测试评价项目、提供样机的数量及样机的使用方式、计量测试评价条件、计量测试评价方法、结果报告、测试评价及建议、测试中断与异常情况处理、计量测试评价记录格式。

